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Vazeni kolegové, zakaznici a pratelé nanosvéta, mame pro Vas opét nékolik
zajimavych novinek a zprav.

Ve dnech 16 — 21.6 se uskute¢nila v krasném prostfedi Ceskomoravské
vrchoviny velmi zajimava akce — mezinarodni letni Skola zaméfena na fyziku
tenkych filmu a povrchu ,lInternational Summer School on Physics at Nanoscale”,
odkaz zde. NaSe firma byla jednim ze sponzort a po celou dobu konani zde byla
k dispozici vSem uc€astnikim pIné funkéni nanolaboratoi Ntegra Prima. Prestoze
podminky pro provozovani SPM systému s vysokym rozliSenim nebyly zcela idealni
byl na8 mikroskop schopen diky pouzité aktivni antivibraci od firmy HWL dosahnout
velmi vysokého rozliSeni a béhem seminafe byla provedena fada méfeni i na
vzorcich, které si donesli sami u€astnici akce. Pokud chcete ziskat vice informaci o
modularnich systémech SPM — nanolaboratofich Ntegra kliknéte zde. Na nasledujici
strance (klikni_zde) je umisténa velmi dobfe zpracovana dynamicka interaktivni 3D
prezentace celého systému Ntegra Prima, v€éetné vSech vyménnych modull — volba
VRML Presentation. Pro 3D prezentace je potfeba nainstalovat ovlada¢ VRLM
viewer, internetovy prohlize€ by se Vas mél pfi prvnim pokusu o spusténi sam
zeptat, jestli chcete ovladaC nainstalovat, musite tedy tuto instalaci povolit. Pokud by
se tak nestalo mlzete si ovlada¢ nainstalovat také samostatné z té samé stranky —
volba VRLM viewer installation.




Radi bychom Vam také pfipomnéli, Ze nase firma pofadanou ve spolupraci s
Katedrou mechaniky Fakulty stavebni CVUT v Praze a firmou Hysitron Inc. Letni
Skolu nanoindentace. Letni Skola bude pofadana ve dnech 19 - 21.8. 2008 na
Fakulté stavebni CVUT v Praze. Dokument s prvnim oznamenim a formulafem
pro registraci je ke stazeni zde. Podrobny program celé akce si Ize prohlédnout
zde.

V oblasti hardware mame nékolik zajimavych novinek, které by Vas
mohli zaujmout.
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v Ceské a Slovenské republice. Jednd se skuteéné o unikdtni zafizeni, které

svym zplsobem vytvaFi novou kategorii téchto zafizeni a bude zajisté zajimat
Siroké spektrum zdjemci.

Jedna se o plnohodnotné elektronové rastrovaci mikroskopy pracujici s detektory
sekundarnich i odrazenych elektront (voliteIné je mozné je vybavit i TEM modem),
které mohou byt osazeny $pic¢kovou energiovou mikrosondou pro lokalni prvkovou
analyzu (s rozsahem prvkl od B po U) a to v8e v kompaktnim stolnim provedeni a se
snadnosti ovladani optického mikroskopu. Mimi SEM firmy Evex byl plvodné
vyvijen pro ucely armady spojenych statd (systém lze snadno transportovat, mize
byt pouzit i v mobilnich laboratofich), v sou¢asné dobé ale nachazi uplatnéni v Siroké
Skale aplikaci — forensni analyza, kontrola kvality v pramyslu (metalurgie,
strojirenstvi, elektrotechnicky pramysl, farmaceuticky primysl a kosmetika, ...) , ve
Skolstvi a ve vyzkumu (velmi snadna obsluha, vynikajici parametry). Vice informaci,
vCetné moznosti stazeni prezentace a brozur je mozné ziskat na nasich strankach
v sekci materialova analyza nebo zde.
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V oblasti Ramanovy spektrometrie a mikrospektrometrie se jedna o novy
model spektrometru Dimension P2HS od firmy Lambda Solutions, ktery nabizi
zvySenou citlivost oproti standardnim spektrometrim P2 (pouziva detektor firmy
Princenton chlazeny na teplotu — 40°C). Tento spektrometr nabizi vynikajici



pomér cena/parametry a diky Spi¢kovému odstupu signalu od pozadi je zejména
vhodny pro spojeni s mikroskopem (mikrospektrometricka feSeni ktera nabizime)
a pro TERS aplikace (hlavné varianta s laserem 532 nm). Druhou novinkou je
rozSifeni spektralniho rozsahu. Diky pokroku pfi vyrobé& nové generace
dielektrickych filtrd si nyni mizete zvolit variantu spektrometru pracujici jiz od 40
cm™! Vice technickych informaci o disperznich Ramanovych spektrometrech
Dimension P ziskate zde. V sekci odborna literatura mlzete také najit tfi zajimavé
dokumenty — demonstrace citlivosti spektrometri P1 a P2. U spektrometru P1
muzete nacitat pouzitelna Ramanova spektra jiz s integranim ¢asem pouze 1
ms! Zaroven je zde testovana linearita zavislosti integracniho Casu na poctu
impulzt (dulezité pro SERS experimenty). Dokument pro P1 je mozné stahnout
zde a pro P2 zde. Je zde také umistén novy poster vénovany moznostem méreni
jiz od 40 cm™ (ke staZeni zde).

Odborna literatura

Zajemce o problematiku SPM (Mikroskopii se skenujici sondou) upozoriujeme
také na nové odborné dokumenty dostupné na nasich strankach v sekci
Odborna literatura/SPM (zde).
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